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Motivation

Die  Aufklarung von  Degradationsmechanismen an
Elektrodenoberflachen von Lithiumionen-Batterien ist fur die
Entwicklung leistungsfahiger Batterien von grof3er Bedeutung.
Die Stabilitat des Elektrolyten gegentber Zersetzung auf der
Elektrodenoberflache steht im engen Zusammenhang mit
einer Im Anfangsstadium gebildeten “passivierenden”
Schutzschicht. Derartige Grenzflachenprozesse sollen mit
oberflachensensitiven  Analysemethoden  charakterisiert
werden .

Oberflachenanalytische Methoden
Rontgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS)

XPS basiert auf dem Prinzip der rontgeninduzierten Emission
kernnaher Elektronen. Mit dieser Methode ist es moglich
gualitative und quantitative Informationen chemischer
Zustande oberflachennaher Schichten zu erhalten.

Spezifikationen:

- Informationstiefe zwischen 5-8nm

- Laterale Auflosung ~30um

- Tiefenprofilierung tber Ar-lonen-Sputtern
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Abb.: Schematisches Funktionsprinzip XPS

Flugzeit-Sekundarionen-Massenspektrometrie
(TOF-SIMS)

ToF-SIMS basiert auf der stof3induzierten Emission von
geladenen Sekundarteilchen. ToF-SIMS bietet die Moglichkeit
hoch sensitiv und ortsaufgelost chemische Informationen
weniger Monolagen zu erhalten.

Spezifikationen:

- Informationstiefe ~1nm

- Laterale Auflosung ~200nm

- Tiefenprofile Gber Sputtern (Cs, O,, Cy,)
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Abb.: Schematisches Funktionsprinzip SIMSL]
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Untersuchtes System

Grundlage des zu untersuchenden Systems bilden ionische
FlUssigkeiten. Diese niederschmelzenden organischen
salzartigen Verbindungen bieten fur die Anwendung als
Elektrolyten neue Perspektiven.l2l3l Die signifikantesten
Eigenschaften sind:

- Geringer Dampfdruck
- Gute thermische Bestandigkeit
- Breites elektrochemisches Fenster
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Abb.: 1-Butyl-3-methylimidazolium mit
Bis(triflouromethylsulfonyl)imid
Experimentelles
— |ION TOF GmbH, ToF-SIMS V Spektrometer
— ThermoFisher Scientific, K-Alpha Spektrometer
— Probenpraparation in Glovebox unter Argon-Atmosphare
— Swagelok-Zellen Aufbau mit Glasfaser Separator
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Abb.: Aufbau Swagelok-Zelle

Bisherige Ergebnisse

- Erstellung eines Referenzdatensatzes
- Ildentifizierung wichtiger Praparationsparameter

- Bestimmung von geeigneten Messparametern fur XPS und
ToF-SIMS

- Voruntersuchungen an unterschiedlichsten Anoden- und
Kathodenmaterialien
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1-Methyl-1-propylpyrrolidinium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imid (MPPyrr-TFSI)

C1s N1s
C-C/C-H
C-N

C-F

Intensitat [a.u.]
Intensitat [a.u.]

L) ' ) ' T ' L) ' L) ' L) I L) I L) l Ll l Ll T l T I L] l L) I ) l L) I T l L] I ]
298 296 294 292 200 288 286 284 282 280 278 410 408 406 404 402 400 398 396 394 392

Bindungsenergie [eV] Bindungsenergie [eV]

Abb.: Cls und N1s Spektren von MPPyrr-TESI als Beispiel fur die
Zuordnung von chemischen Bindungszustanden
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